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Более глубокое изучение структурированных коллоидных систем по-
зволит повысить их качество, а также расширит кругозор использования 
в различных отраслях производства. 
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Испытания как основная форма контроля изделий электронной техники 
представляют собой экспериментальное  определение  количественных и 
качественных показателей свойств изделия как результата воздействия на  
него при его функционировании, а также при моделировании объекта.  

Цели  испытаний различны на различных этапах проектирования и изго-
товления изделий электронной техники. К основным целям испытаний можно 
отнести: выбор оптимальных конструктивно-технологических решений при 
создании новых изделий;  доводку изделий до необходимого уровня качества; 
объективную оценку качества изделий при их постановке на производство и в 
процессе производства; гарантирование качества. 

Испытания служат эффективным средством повышения  качества,  так  
как позволяют выявить: недостатки конструкции и технологии изготовле-
ния изделий электронной техники; отклонения от выбранной конструкции 
или принятой технологии; скрытые дефекты материалов или элементов 
конструкции, не поддающиеся обнаружению существующими методами 
технического контроля. 

По результатам испытаний изделий в производстве разработчик устанав-
ливает причины снижения качества. 

Проведение ускоренных испытаний позволяет выявить отказы ИС связан-
ные с конструктивно-технологическими факторами такими как: ошибки лито-
графии; дефекты окисла, металлизации, контактов; короткие замыкания или 
обрывы в проводящих шинах и т.д. Правильно понимать физическую природу 
и сущность отказов очень важно для обоснованной оценки надежности техни-
ческих устройств. 

Существующие методы ускоренных испытаний на безотказность и нара-
ботку до отказа разработаны применительно к микросхемам с проектными 
нормами 2, 3 мкм и более. Они изложены в РД 11 0755 «Микросхемы инте-
гральные. Методы ускоренных испытаний на безотказность и долговечность». 
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